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1 Nanometer
kann den
Unterschied
machen

Seit Uber 45 Jahren entwickeln
wir Losungen fur die industrielle
Analyse von Schichtdicken.
Unsere Produkte bieten genaue
und zuverlassige Messungen fur
jede Anforderung.

Mit unseren hochprézisen und zuverlassigen
Analysegeraten unterstitzen wir Sie bei

der Erfullung von Qualitatsanforderungen
industrieller Spezifikationen. Angesichts

der entscheidenden Rolle der Elektronik in
anspruchsvollen Mérkten — Automobil, Luft- und
Raumfahrt, Kommunikation-und-Verbraucher

— sind Zuverlassigkeit und Genauigkeit in der
Produktion und Qualitatskontrolle von groBter
Bedeutung fur die Sicherheit. Unsere Auswahl an
Schichtdickenmessgeraten ist ideal fur die High-
End-Elektronik und Halbleiter-Wafer Industrie,
um Beschichtungen im Nanometerbereich auf
Strukturen, die weit kleiner als 100 Mikrometer
sind, zu messen.

Hochste
Genauigkeit
fur kleinste
Komponenten

Die Wahl des RFA-Analysegerates kann den
Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ihres
Geschaftes ausmachen. Sie wollen in eine effektive
und zukunftssichere Technologie investieren.
Unsere RFA-Serie bietet eine langfristige Losung
fUr die Herausforderung, konsistente und genaue
Beschichtungen in der miniaturisierten Elektronik zu
erzielen.

Durch die Kombination von Leistungsstérke und
Zuverlassigkeit kann Hitachi High-Tech dazu beitragen,
die komplexesten Betriebsablaufe zu vereinfachen. Um
lhre Produktivitét zu steigern, haben wir eine ausgereifte,
anwenderfreundliche Technologie entwickelt. Als weitere
hochflexible Optionen bieten wir:

' Mehrere Probenbehaélter und
Probentischkonfigurationen fUr eine einfache
Handhabung von Proben verschiedener Formen und
GroBen.

' Programmierbare Automation zur Entlastung des
Anwenders.

| Datenverarbeitung, einschlieBlich Datenexport,
die in ein Qualitdtsmanagementsystem oder in
Kundenreports integriert werden kann.

| Kalibrationen, Uber die Schichtdickenanalyse hinaus,
einschlieBlich RoHS Uberpriifung.



Pertekt fur lhr
Unternenmen

ZUKUNFTSSICHER

Fortschrittliche Technologie und die Méglichkeit,
sie fur neue Anwendungen zu rekonfigurieren,
machen unsere Analysegerate zu einer wirklich
langfristigen Investition. So stellen Sie sicher, dass
Sie immer richtig ausgestattet sind.

ZUVERLASSIG UND LEISTUNGSSTARK

Wenn einige Nanometer den Unterschied zwischen
Erfolg und Misserfolg ausmachen kénnen, sind
Préazision und Zuverlassigkeit von zentraler
Bedeutung. Unsere L6sungen bieten hohe Qualitat
bei gleichzeitiger Minimierung von Ausschuss und
Ausfallzeiten.

FUHRENDE TECHNOLOGIE

Unsere Produkte sind auf den Bedarf von morgen
zugeschnitten, einschlieBlich High-End Polykapillar
Optiken und fortschrittlicher Detektortechnologie
zur einfachen Analyse von Schichtdicken im
Nanometerbereich.

GERINGE BETRIEBSKOSTEN

Die Hitachi Produkte verursachen geringe
Betriebskosten. Unsere Instrumente wurden nach
hdchsten Standards gebaut und sind auf maximale
Betriebszeit ausgelegt, um mit der Produktion
Schritt halten zu kénnen.

ANWENDERFREUNDLICH

Unsere Analysegerate sind leicht zu bedienen
und bendtigen ein minimales Anwendertraining.
Intuitive BildschirmmenUs und programmierbare,
automatische Probentests sorgen mit Einfachheit
und Effizienz fur die Minimierung von Fehlern und
Kostensenkung fur Arbeitskréfte.

FORTLAUFENDE UNTERSTUTZUNG

Unser fortlaufender Support-Service ist ein
wichtiger Teil von dem was wir tun. Wir bieten
lhnen zeitkritische, erschwingliche Support-
L&sungen um Verzdgerungen in der Produktion
und unndtige Ausfallzeiten zu vermeiden.
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MIKROSPOT-ANALYSE FUR MINIATURISIERTE ELEKTRONIK: FT150

Entwickelt fir Mikrospot und ultradiinne Schichtdickenanalyse, bewéltigt dieses zukunftssichere
Instrument die Herausforderung der zunehmend miniaturisierten Welt der Elektronik.

Das FT150 bietet:
Polykapillar-Optiken und einen Vortex® Rdntgenfluoreszenz SDD Detektor.

Messungen von Strukturen, die kleiner als 100 um sind.

Hervorragende Leistung um die Herausforderungen der Halbleiter-\Wafer

Technologie zu meistern. L —

Schnelle Ergebnisse und Anwenderfreundlichkeit zur Steigerung
der Produktivitat.

Eine breite Tur und einen groBen Tisch zur einfachen Probenpositionierung.

Ein groBes Fenster fur die Beobachtung der Probe wahrend des Tests.

FLEXIBLE PASSFORM FUR PROBEN JEGLICHER FORM: X-STRATA920

Der X-Strata920 wurde fUr die Analyse von Proben mit einer Vielzahl von Formen und
GroBen entwickelt und misst Hunderte von Anwendungen, darunter Leiterplattenoberflachen,
Steckverbinderbeschichtungen und vieles mehr.

Das X-Strata920 bietet:

Eine hochauflésende SDD-Option fUr die Analyse komplexer Beschichtungen.
Vier Konfigurationen flir Proben verschiedener Formen.

Eine geschlitzte Kammer fur schmale oder lange und dinne Proben.

Eine optionale Mini-well Erweiterung fur groBere Teile.

Ein optionaler motorisierter, programmierbarer Probentisch, der automatisch
mehrere Proben an verschiedenen Positionen auf einer einzigen
Leiterplatte misst.

Optimierte Kalibrierung mit zertifizierten Standards zur Gewahrleistung vollstandiger Genauigkeit.



LEISTUNGSSTARKE RFA FUR GROBERE PROBEN: FT110A

Dieses fortschrittliche RFA-Analysegerat wurde fur die Aufnahme groBer Proben
entwickelt, ist einfach zu bedienen und liefert schnelle und genaue Ergebnisse.

Das FT110A bietet:

Optionale Dualkamera fUr eine Weitwinkelansicht und einfache
Strukturerkennung.

Automatisierte Probenfokussierung flr erhéhten Durchsatz und
Anwenderfreundlichkeit.

Simultanes Testen von bis zu vier Schichten, einschlieBlich des Substrats.

Minimalen Schulungsbedarf.

Schnelle und genaue Ergebnisse.

AUFNAHME HUNDERTER APPLIKATIONEN UND UBERGROSSER PROBEN: MAXXI 6
Das MAXXI 6 bietet:
Die Moglichkeit Einzel- oder Mehrschichten zu messen.

Einen hochauflésenden Silizium-Driftdetektor (SDD), der zuverlassige und wiederholbare Ergebnisse liefert,
selbst fir komplexe Schichtstrukturen, die fur traditionelle RFA-Analysegerate zu anspruchsvoll sind.

Einen motorisierten, programmierbaren Probentisch fur CAPILLARY METHOD COLLIMATOR METHOD
unbeaufsichtigten Betrieb zur Testbeschleunigung. ” ”
Eine UbergroBBe geschlitzte Kammer zur Analyse von Proben X-ray tube
verschiedenster Formen und GroBen. X-ray tube Xray
focgsing Collimator

Mehrere Kollimatoren zur Optimierung der Analyse fuir lhre optic system

e Sample
spezifische Probe.

ni— ni—

Leistungsstarke Software zur Messung einer Vielzahl von Elementen.  automatic x-y stage Automatic X-Y stage



Unsere Auswahl an
Handmessgeraten

Diese einfachen Hand- und Tischmessgeréate verwenden Wirbelstrom- oder Mikrowiderstandstechnologie,
um Schichtdicken auf Kontakten zu messen. Sie sind ideal um Kupfer auf Leiterplatten zu messen.

CMI760 SERIE

Misst Oberflachenkupfer und Durchgangsbohrungskupfer
in einer Einheit.
Hauptmerkmale:
Duale Technologie — Wirbelstrom und Mikrowiderstand.
Oberflachen- und Durchgangsbohrungsproben.
Aktive statistische Anzeige.
Optionaler FuBschalter.

CMI511 SERIE

Misst Durchgangsbohrungskupfer mit
Temperaturkompensation.

Hauptmerkmale:

Mit der Temperaturkompensation bekommen Sie Genauigkeit direkt
aus dem Bad.

Misst vor oder nach dem Atzen.
HITACHI
Werkskalibrationen.

CMI165 SERIE

Zur temperaturkompensierten Messung der Oberflache
und der Kupferdicke.
Hauptmerkmale:
Langlebiges Design.
Proprietare SRP-T1 austauschbare Sondenspitze.
4 Lichtspendende Sondenspitze flr einfache Positionierung.




Netzwerk von Service Zentren
bietet ein groBes Angebot an
technischer Unterstltzung

um Ihnen einen stérungsfreien
Arbeitsbetrieb zu ermoglichen:

TELEFONISCHER HELPDESK

Wann immer Sie ein Problem haben,
wir helfen gern.

ONLINE DIAGNOSTIK

Umfassende und schnelle
Unterstltzung Uber unsere Webseite.

TRAINING

TWir unterstUtzen Sie dabei, das Beste
aus lhrem Analysegerat herauszuholen
und alle Funktionen zu nutzen.

GARANTIEERWEITERUNGEN

Um lhnen zusétzliche Sicherheit zu
geben und ungeplante Kosten zu
vermeiden.

REPARATURSERVICE

Vermeiden Sie ungeplante Kosten
mit unseren Servicevereinbarungen.
Wir bieten Ihnen einen schnellen

und effizienten Reparaturservice,
Rezertifizierung und Wartung um
sicherzustellen, dass Ihr Analysegerét
in exzellentem Zustand ist.
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Grundlegende Sicherheitstrainings

fur die Verwendung von
réntgenbasierten Gerdten kdnnen

in Inrem Land oder Ihrer Region

erforderlich sein.
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Was ist der
nachste Schritt?

Kontaktieren Sie einen unserer Experten unter
contact@hitachi-hightech-as.com um eine
Produktvorfuhrung zu vereinbaren.

WEITERE INFORMATIONEN
Erfahren Sie mehr Uber unsere Schichtdicken-
messgerate: hhtas.net/elektronik
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® Hitachi High-Tech Analytical Science

Diese Publikation ist das urheberrechtlich geschiitzte Eigentum von Hitachi
High-Tech Analytical Science und bietet nur eine Ubersicht, die (sofern nicht
schriftlich vom Unternehmen genehmigt) fir keine Zwecke verwendet, Ubertragen
oder vervielfaltigt werden darf und die weder Bestandteil eines Auftrags oder
Vertrags ist noch als Zusicherung in Bezug auf die betroffenen Produkte oder
Dienstleistungen gilt. Hitachi High-Tech Analytical Science verfolgt die Richtlinie
der standigen Verbesserung. Das Unternehmen behélt sich das Recht vor, die
Sperzifikation, das Design oder die Lieferbedingungen eines Produkts oder einer
Dienstleistung ohne Vorankiindigung zu &ndern.

Hitachi High-Tech Analytical Science erkennt alle Marken und Registrierungen an.

© Hitachi High-Tech Analytical Science, 2018.
Alle Rechte vorbehalten.
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